（社）応用物理学会主催
5th International Workshop on High-Resolution Depth Profiling

日程：2009年11月15日(日)　～　11月19日(木)
場所：京都ガーデンパレス（京都市上京区烏丸通り下長者町上ル龍前町605）
http://www.ritsumei.ac.jp/~ykido/hrdp2009/
協賛：応用物理学会 薄膜・表面物理分科会，日本物理学会，日本表面科学会，日本真空協会
内容：低･中･高エネルギーイオン散乱分光法をはじめ，反跳粒子検出法，核反応法等のイオンビーム分析法を中心に，２次イオン質量分析法やアトムプローブ，高速原子線回折等も含めた表面・界面分析法に関する基礎と応用について議論を行い，その将来を展望する．また，これらの分析法の基礎となるイオンビームと固体表面の相互作用に関する発表も歓迎致します．詳細は上記のURLをご参照ください．本ワークショップは，薄膜・表面分科会主催の 第10回「イオンビームによる表面・界面解析」特別研究会との合同開催です．
発表申込：9月末日までPost Deadline Paper を受け付けています．
参加費：40,000円 学生20,000円（9月16日以降は，45,000円　学生22,000円）
若手への旅費の補助：学生を含む若手の発表者で旅費の補助を希望する方に対して，審査のうえ補助（原則として5万円まで）を行います．申請方法は下記の問い合わせ先へご連絡ください．
招待講演者：
♦Paul Bailey (Daresbury, UK) ♦Peter Bauer (Johannes Kepler University Lintz, Austria) ♦Paul Chalker (University of Liverpool, UK) ♦Matt Copel (IBM, USA) ♦Lyudmila V. Goncharova (University of Western Ontario, Canada) ♦Torgny Gustafsson (Rutgers University, USA) ♦Kazuhiro Hono (NIMS, Japan) ♦Bruce King (University of Newcastle, Australia) ♦Marcel Kosmata (FZD, Germany) ♦Takanori Koshikawa (Osaka Elect. Com. Univ., Japan) ♦Dae Won Moon (KRISS, Korea) ♦John O'Connor (University of Newcastle, Australia) ♦Gregor Schiwietz (Helmholtz-Zentrum Berlin, Germany) ♦Steve P. Tear (University of York, UK) ♦Jaap van den Berg (University of Salford, UK) ♦Ian Vickridge (University of Paris, France) ♦Helmut Winter (Humboldt University, Germany) ♦D.Phil. Woodruff (University of Warwick, UK) ♦Yasushi Yamauchi (NIMS, Japan) ♦Yasunori Yamazaki (University of Tokyo/RIKEN, Japan) ♦Hisayoshi Yurimoto (Hokkaido University, Japan)

問い合わせ先：〒606-8501 京都市左京区吉田本町 
京都大学工学研究科 
マイクロエンジニアリング専攻　
木村健二
TEL/FAX: 075-753-5253

e-mail： kimura@kues.kyoto-u.ac.jp
